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The invention relates to an interferometric measuring device 
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for the form measurement, especially of rough surfaces of a 
measurement object (O). Said measuring device comprises a 
unit for producing a beam (SLD), said unit emitting a short- 
coherent beam, and a beam- splitting device (STl) for 
producing a first and a second partial beam (Tl, T2). The 
first partial beam is directed onto the measurement object 
(O) via an object light path and the second partial beam is 
directed onto a reflective reference plane (RSP) via a 
reference light path. The measuring device is further 
provided with a superimposition element on which the 
measuring beam coming from the measurement object (O) 
and the reference plane (RSP) are caused to interfere. An 
image converter (BS) that receives the superimposed 
radiation supplies corresponding signals to an evaluation 
device. For the purpose of measurement, the optical path 
length of the object light path relative to the optical path 
length of the reference light path is modified. The aim of the 
invention is to provide a device that allows an exact 
measurement of object surfaces in narrow cavities in all 
three dimensions and with a very high precision. To this end, 
an optical probe (OS, OSO) is disposed in the object light 
path and is provided with an optical system that produces at 
least one optical intermediate image.; L*invention concerne 
un dispositif de mesure interferometrique permettant de 
mesurer des formes, notamment la forme de surfaces 
rugueuses d'un objet a mesurer (O), qui comprend une unite 
generatrice de rayonnements (SLD), qui fournit un 
rayonnement a coherence instantanee, un separateur de 
faisceaux (STl) pour former un premier et un second 
faisceau partiels (T1,T2), dont le premier est dirige en 
direction de Tobjet a mesurer (O) par Tintermediaire d'un 
chemin optique de I'objet, le second etant quant a lui dirige 
en direction d'une zone de reference (SP) reflechissante, par 
I'intermediaire d'une chemin optique de reference. Ce 
dispositif de mesure comprend en outre un element de 
superposition au niveau duquel le rayonnement provenant 
de I'objet mesure (I) et du plan de reference (RSP) sont 
superposes, ainsi qu'un convertisseur d'images (BS) qui 
recoit le rayonnement superpose et achemine les signaux 
correspondants jusqu'a un dispositif en vue de leur 
evaluation. Pour effectuer la mesure, le parcours du chemin 
optique de I'objet est modifie par rapport au parcours du 
chemin optique de reference. L'invention permet d'effectuer 
des mesures en trois dimensions tres precises des surfaces 
d'objets dans des cavites etroites, du fait qu'il est prevu 
dans le chemin optique de I'objet, une sonde optique (OS, 
OSO) avec un systeme optique pour produire au moins une 
image intermediaire optique.; Die Erfindung bezieht sich auf 
eine interferometrische Messvorrichtung zur 
Formvermessung insbesondere rauher Oberflachen eines 
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Messobjekts (O) mit einer eine kurzkoharente Strahlung 
abgebenden Strahlungserzeugungseinheit (SLD), einem 
Strahlteiler (STl) zum Bilden eines ersten und eines zweiten 
Teilstrahls (Tl, T2), von denen der erste uber einen 
Objektlichtweg zu dem Messobjekt (O) und der zweite uber 
einen Referenzlichtweg zu einer reflektierenden 
Referenzebene (RSP) gerichtet ist, mit einem 
Uberlagerungselement, an dem die von dem Messobjekt (O) 
und der Referenzebene (RSP) kommende Strahlung zur 
Uberlagerung gebracht werden, und einem Biidwandier (BS), 
der die uberlagerte Strahlung aufnimmt und entsprechende 
Signale einer Einrichtung zur Auswertung zufuhrt, wobei zur 
Messung die optische Weglange des Objektlichtweges relativ 
zur optischen Weglange des Referenzlichtweges geandert 
wird. Eine genaue Vermessung von Objektoberflachen in 
engen Hohlraumen in drei Dimensionen mit hoher 
Genauigkeit wird dadurch ermoglicht, dass in dem 
Objektlichtweg eine optische Sonde (OS, OSO) mit einer 
optischen Anordnung zum Erzeugen mindestens einer 
optischen Zwischenabbildung vorgesehen ist. 
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